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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций, необходимых для проведения

исследований наносистем в электронике методами электронной и сканирующей зондовой микроскопии.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 -формирование у студентов представления о возможностях применения методов электронной и сканирующей

зондовой микроскопии в научно-исследовательской деятельности;

1.4 -формирования у студентов умения эффективно использовать существующие методы микроскопии при

исследовании наноразмерных систем.

1.5 Дисциплина "Основы микроскопии низкоразмерных систем" как междисциплинарный инструмент дает

возможность обеспечить решение сложных технических задач, связанных с анализом и диагностикой

наноструктур и приборов наноэлектроники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

основы физических явлений и эффектов, лежащих в основе принципов действия различных типов электронных и

сканирующих зондовых микроскопов

конструкцию и принцип действия систем электроники электронных и сканирующих зондовых микроскопов

методики электронной и сканирующей зондовой микроскопии и области их применения

Уметь:

применять методы микроскопии низкоразмерных систем для изучения наноструктур и диагностики устройств микро- и

наноэлектроники

грамотно выбирать методики электронной и сканирующей зондовой микроскопии в зависимости от характеристик объекта

исследования

методами анализа параметров и характеристик наносистем по изображениям и данным, полученным в результате

исследования разными методами микроскопии

Владеть:

работы с программными средствами управления электронными и сканирующими зондовыми микроскопами

методиками пробоподготовки объектов для исследования различными типами электронной и сканирующей зондовой

микроскопии

методиками обработки экспериментальных данных, полученных в результате исследований методами электронной и

атомно-силовой микроскопии современными программными средствами


